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Keithley Instruments, Inc. introduce
el System 25, un sistema completo
de test para caracterizacion Luz-
Intensidad-Voltaje (LIV) para diodos
laser y médulos de diodo laser en-
samblados (LDMs). Keithley combina
sus instrumentos de caracterizacion
LIV con accesorios y cables para pro-
porcionar el paquete completo, por
menos de lo que supondrian sus
componentes individuales y optimi-
zando el rendimiento y velocidad en
nuestro test. Con él se reduce el
tiempo y el coste de integracion de
todos los componentes en el sistema
de produccion final, permitiendo
precisién y velocidad de test inigua-
lables.

Las posibilidades y aplicaciones de los
diodos Laser han crecido més alla de
los sistemas de telecomunicacion por
fibra éptica, incluyen ahora disposi-
tivos de almacenaje 6ptico (basados
en la tecnologia de luz laser azul),
sistemas electrénicos de defensa,
impresion industrial, y un amplio ran-
go de usos. El Keithley System 25 tie-
ne la flexibilidad de mantenerse y
perseguir estos cambios.

Todos los laseres deben some-
terse a test LIV. El sistema de test ali-
menta el diodo l&ser proporcionan-
do un barrido en corriente, midién-
dose la respuesta en voltaje a través
del dispositivo y la cantidad de luz
(potencia Optica) que esta siendo
emitida. Los datos recogidos en estos
test tipicamente consisten en una
serie de curvas de caracterizacion LIV,
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las cuales se utilizan en I+D de dio-
dos laser y por ingenieros de test de
produccidn para revisar pardmetros
que determinaran si el diodo laser o
el LDM es adecuado para el nivel su-
perior de ensamblaje.

El Keithley System 25 proporcio-
na hasta 5A de corriente de alimen-
tacion para el laser con muy bajo rui-
do (<50mA); medidas de voltaje y
corriente de precisiéon sobre dos ca-
nales para fotodeteccion, con resolu-
cion de 1fA para alta sensibilidad en
medidas de corriente de oscuridad;
detector fotodiodo seleccionable de
varios tipos segun la respuesta con la
longitud de onda, montaje del dio-
do laser opcional y hasta dos contro-
ladores de temperatura para la esta-
bilizacion del laser mediante control
digital PID (estabilidad de 0,005°C),
todo en un kit integrado.

El Keithley System 25 fué disefia-
do para simplificar y reducir costes de
desarrollo y uso de sistemas de test
LIV.

El kit completo incluye una uni-
dad de fuente-medida SourceMeterO
Serie 2400, un controlador de tem-
peratura TEC Autosintonizable Mo-
delo 2510-AT, una esfera integrado-
ra modelo 2500INT por alineamien-
to de fibra y detector fotodiodo, un
medidor de corriente de dos canales
Modelo 2502, un soporte del diodo
laser Modelo 85xx, ademas del ca-
bleado y el hardware auxiliar. Este sis-
tema puede configurarse en cual-
quiera de las 144 combinaciones.

La memoria de fuente, la memo-
ria de datos y la linea Trigger Link
presentes en los modelos 2400-LV,
2420, 2440 y 2502 facilita la auto-
matizacion secuencial del proceso y
minimiza el trafico de datos a través
de comunicacién GPIB durante el
test. La memoria de fuente es un sec-
tor de almacenamiento interno don-
de se secuencia el barrido de nuestro
test, con capacidad para 100 test di-
ferentes. La memoria buffer almace-
na datos que son descargables al PC
via GPIB después de completar el test
de barrido. Las lineas Trigger Link
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permiten sincronizar los distintos dis-
positivos para acelerar y maximizar el
rendimiento del proceso. Todo ello
nos proporciona un sistema de test
autbnomo. Bancos de pruebas han
demostrado que estas caracteristicas
permiten al sistema completar un
barrido LIV de 400 puntos con trans-
ferencia de datos al PC en menos de
8 segundos.

Estas combinaciones son selec-
cionadas segun la aplicacion: diodos
laser de propdsito general, laser de
bombeo, transmisores, laseres de
bombeo de alta potencia, etc. Para
LDMs y diodos laser sobre soportes
de control de temperatura, uno o
dos controladores TEC (refrigerante
termoeléctrico) pueden especificarse
para el System 25.

Tipicamente, un modelo 2510-
AT se usara para controlar un dispo-
sitivo TEC interno, un segundo 2510-
AT puede usarse para permitir un
control preciso de la temperatura
ambiente del test. La esfera integra-
dora de dos pulgadas Modelo
2500INT puede elegirse con fotode-
tector de Silicio, Germanio, o InGaAs
enfriado, dependiendo de la respues-
ta necesaria con la longitud de onda.

Para diodos laser con conectores
mariposa de 14-pin o DIL, puede uti-
lizarse un soporte para diodo laser
Keithley Modelo 85xx para una co-
nexion facil del dispositivo bajo test.
El soporte 8544-TEC contiene un re-
frigerador TEC para el control de la
temperatura ambiente.

Se pueden realizar variaciones a
medida del System 25 con sus espe-
cificaciones. O
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